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1. KARTY KONTROLNE DLA CECH CIAGLYCH

Przyktad 1. (na podstawie [2])

Na arkuszu ,,dane” zestawione zostaly wyniki pomiaréw grubo$ci powloki ochronnej nanoszonej w

trakcie produkcji lodowek. Na 20 kolejnych zmianach wykonano pomiar grubosci powtoki dla 5 losowo

wybranych lodéwek. Wykonaj analize procesu z wykorzystaniem kart: X =S i X =R

A B ] c|DJ]E]JTF G H |
1 [ zmia grubos¢
Xer R S

2 na 1 2 3 4 5

3 1| 27 23| 26| 24| 2,7 2,54 0,4 0,18
4 2| 26| 24| 26| 23| 28 2,54 0,5 0,19
5 3| 23| 23| 24| 25| 24 2,38 0,2 0,08
6 4| 28| 23| 24| 26| 27 2,56 0,5 0,21
7 5] 26| 25| 26| 21| 28 2,52 0,7 0,26
8 6| 22| 23| 27| 22| 26 2,4 0,5 0,23
9 7|1 22| 26| 24 2| 23 2,3 0,6 0,22
10 8| 28| 26| 26| 2,7 25 2,64 0,3 0,11
11 o 24| 28| 24| 22| 23 2,42 0,6 0,23
12 10| 26| 2,3 2| 25| 24 2,36 0,6 0,23
13 11| 31 3 35| 28 3 3,08 0,7 0,26
14 12| 24| 28| 22| 29| 25 2,56 0,7 0,29
15 13| 21| 32| 25| 26| 28 2,64 1,1 0,40
16 14| 22| 28| 21| 22| 24 2,34 0,7 0,28
17 15| 24 3] 25| 25 2 2,48 1 0,36
18 16| 31| 26| 26| 28| 21 2,64 1 0,36
19 17| 29| 24| 29| 13| 18 2,26 1,6 0,70
20 18 19 16| 26| 33| 33 2,54 1,7 0,78
21 19| 23| 26| 2,7| 28| 3,2 2,72 0,9 0,33
- —SREDNIA(B22:F22) =MAX(B22:F22)- | =ODCH.STANDARDOWE(

20| 18| 28| 23 21 29 MIN(B22:F22) B22:F22)

23 Srednie 2,514 0,77 0,31

Przygotowujac karty w MS Excel najwygodniej jest [ty i E ey e 7| x|
przygotowa¢ dane w taki sposob, zeby wykreslane na

Standardowe typy | Typy niestandardowe I

karcie usrednione warto$ci pomiarow (;(, ﬁ 5) dla Typ wykresu: Podtyp wykesu:
20 kolejnych zmian utozone byly np. w wierszach, w |l Kolumnowy - ] -
kolejnych kolumnach oprécz usrednionej wartosci — [E= Shupkowy _* .

s g e f oy qe e .. Lo Linicwry . 0"
nalezy umie$ci¢ wartos$¢ linii centralnej 1 obydwu linii l% Kolowy L+
kontrolnych. Nastepnie nalezy wykres§lic wykres XY I (Punktowy)
(Punktowy) wybierajac ,,Wykres punktowy z (bl 'Varsteony | )Q/ W

. o o Fiersdeniowy
punktami danych polgczonymi liniami bez znacznikoéw g{ Radarowy

danych”. Na koniec mozna jeszcze zmieni¢ typ il Powierzchniowy & | M
wykresu dla kolumny zawierajacej wartosci
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pomiaréw (X, R, s)na, Wykres punktowy z punktami danych polgczonymi liniami”.

W znajdujacym si¢ ponizej arkuszu najpierw wyznaczone zostatlo polozenie linii centralnej oraz linii

kontrolnych karty X (dla karty X —R) — warto§¢ wspolczynnika A2=0,577 zostala przyjeta na
podstawie tablic dla probek n=5 elementowych. Nast¢pnie, zgodnie z opisang powyzej strategia,

przygotowana zostala tabela na podstawie ktorej przygotowana zostata karta X.

A B C D E

1 A2 CL UCL LCL

2 0,577 | =dane!G23 =B2+A2*dane!H23 | =B2-A2*dane!H23

3

4 Zmiana Xsr CL UCL LCL

5 1 2,54 2,514 2,95829 2,06971

6 2 2,54 2,514 2,95829 2,06971
24 20 2,36 2,514 2,95829 2,06971
Podobnie zostaty przygotowane pozostate karty.
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karta X karta R

3,119

2,9 1

2,71

1,51

2,3 1

2,11

S AVAY \/A\/A |

A

ANV

1,9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

-0,5

0O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

karta X

Karta X —S

karta S

3,119

0,8 1

2,9 1

2,71

0,6

2,3 1

2,11

R E

VT

/\V

1,9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SPC



DODATEK: SPC — STATYSTYCZNE STEROWANIE PROCESAMI PRODUKCIJI 3

Karty X —R i X —S wygladaja podobnie. W obydwu przypadkach na karcie X poza granicami
kontrolnymi znajduje si¢ punkt wyznaczony na podstawie danych z 11-tej zmiany. Prawdopodobienstwo
wystapienia warto$ci poza granicg kontrolng wynosi 0,00135 (rozktad normalny, granica w odlegtosci
30°) jest to wigc mozliwe ale bardzo mato prawdopodobne. Ze wzgledu na to, ze kolejne punkty znajduja
si¢ w granicach kontrolnych mozna przypuszczac, ze byt to tylko odosobniony przypadek. Nalezy jednak
zbadac czy 11—ty wynik nie byl spowodowany jakas przyczyna specjalng i jesli tak wyeliminowac ja.
Wyniki obserwacji kart R i S wskazuja, ze rozproszenie danych systematycznie ros$nie, az do
przekroczenia granic kontrolnych — wskazuje to jednoznacznie, na rozregulowanie procesu i konieczno$¢
interwenciji.
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